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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 12-1: Essais de soudure —
Essai 12a: Soudabilité, mouillage,
méthode du bain d’alliage

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale "de: normdglisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de “1a CEIl). Lg CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nermalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
intefnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiég a des
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le,sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementaless~en-liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisationp (ISO),
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions™techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant_ donné que les Comités nationaux de| la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les|Publications de la CEIl se présentent sous la forme de rfecommandations internationales et sont ggréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qug la CEl
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resppnsable
de [[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qGi;en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Darls le but d'encourager l'uniformité internationalej.les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans joute la
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publjcations
natijonales et régionales. Toutes divergences’ entre toutes Publications de la CEl et toutes publjcations
natipnales ou régionales correspondantes deivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

5) La [CEIl n’a prévu aucune procéduredeé marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements_décelarés conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'agsurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Audune responsabilité ne _doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
mamndataires, y compris ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
natijonaux de la CEI, paurytout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tofit autre
dommage de quelque/natdre que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEJl ou de
toufe autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'atfention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

nt faire
e pour

La Norme internationale CEl 60512-12-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace I'essai 12a de la CEl 60512-6, parue en 1984, et
constitue une révision technique. La présente norme doit étre lue conjointement avec la
CEI 60512-1 et la CEI 60512-1-100 qui explique la structure de la série CEl 60512.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 12-1: Soldering tests —
Test 12a: Solderability, wetting, solder bath method
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC* i’ to (
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and.electronic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi

lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee inf|
he subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiohal,” governmental arj
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepafation. IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance({with conditions determ
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy as nearly as possible, an inter
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical\committee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for interfational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are 4made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or

nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in‘their national and regional publications. Any divg
veen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity with an IEC Publication.

isers should ensure that they haye:the latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC of its' directors, employees, servants or agents including individual exps
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
br damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
Enses arising out of-the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
ent rightss\ IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter, referred to gs “IEC
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ntion is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for. the correct application of this publication.

bject of

ctors,

es for

This standard cancels and replaces Test 12a of IEC 60512-6, issued in 1984, and constitutes
a technical revision. This standard is to be read in conjunction with IEC 60512-1 and
IEC 60512-1-100 which explains the structure of the IEC 60512 series.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1604/FDIS 48B/1657/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CH
teurs

Partie

Partie

Partie
Partie

Partie

Partie

Partie

Le co

maintg

relatiy

* re

* re

12-1:

12-2:

12-3:
12-4:

12-5:

12-6:

12-7:

conduite;

* supprimeée;

mplacée par uneédition révisée, ou
+ amendée.

| 60512-12 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général (€g
bour equipements électroniques — Essais et mesures:

Essais de soudure — Essai 12a: Soudabilité, mouillage, méthode d{
d'alliage

Essais de soudure — Essai 12b: Soudabilité, mouillage; ‘méthode du
souder

Essais de soudure — Essai 12c: Soudabilité, démouiltage

Essais de soudure — Essai 12d: Résistance a la chaleur de soudage, m§
du bain de soudage

Essais de soudure — Essai 12e: Résistance @ la chaleur de soudage, méd
du fer a souder

Essais de soudure — Essai 12f: Etancheité au flux et solvants de nett
dans une machine a souder

Essais de soudure — Essai 12g: Soudabilité, méthode de la balan
mouillage

mité a décidé que le contenu de-cette publication ne sera pas modifié avant la d
enance indiquée sur le site web’de la CEl sous http://webstore.iec.ch dans les do
es a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

nnec-

bain

fer a

thode

thode

pyage

ce de

te de
nnées
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1604/FDIS 48B/1657/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 6D512-12 consists of the following parts, under the general title Connectors for efegtronic
equipment — Tests and measurements:

Part 12-1:  Soldering tests — Test 12a: Solderability, wetting, solder bath methaod
Part 12-2:  Soldering tests — Test 12b: Solderability, wetting, soldering iron method
Part 12-3:  Soldering tests — Test 12c: Solderability, de-wetting

Part 12-4:  Soldering tests — Test 12d: Resistance to soldering heat; 'solder bath method
Part 12-5:  Soldering tests — Test 12e: Resistance to soldering/heat, soldering iron method

Part 12-6:  Soldering tests — Test 12f: Sealing against flux and-cleaning solvents in machine
soldering

Part 12-7:  Soldering tests — Test 12g: Solderability, wetting balance method

The cpbmmittee has decided that the contents of thisSpublication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC ‘web site under http://webstore.iec.ch|in the
data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* regonfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 12-1: Essais de soudure —
Essai 12a: Soudabilité, mouillage,
méthode du bain d’alliage

1 D

La pré
pour |
48 de
spécif]

omaine d'application et objet

sente partie de la CEI 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le pr
bs essais des connecteurs qui entrent dans le domaine d’application du/comité d’d
la CEIl. Ces essais peuvent aussi étre utilisés sur des composants-similaires lorsg
cation particuliére le prescrit.

L’'objet de cet essai est d’écrire de maniére détaillée une méthode d'essai norm

d'éval
imprin

2 R

Les d

uation de la soudabilité des sorties d'un connecteur pour/utilisation avec des
nées ou d'autres applications utilisant des techniques desséudage similaires.

eférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour |'application du p

document. Pour les références datées, seuled'édition citée s'applique. Pour les référ

non d
amen

CEl 6
Exam

CEl 6

CEl 6
de la
de bra

3 P

htées, la derniére édition du document<de référence s'applique (y compris les éve
lements).

D512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Part
bn général — Essai 1a: Examen*visuel

D068-2-20:1979, Essais.d’environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai T: Sol

D068-2-58, Essaijs d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes ¢
soudabilité, dellayrésistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la ¢
sage des cemposants pour montage en surface (CMS)

réparations

escrit,
tudes
u’'une

alisée
cartes

résent
ences
ntuels

e 1-1:

ydure

'essai
haleur

x non activé comme spécifié dans I’Annexe C de la CEI 60068-2-20 doit étre prévu.

Bparé.

Dans la pratique courante, une température d'essai plus élevée peut étre nécessaire, par
exemple 245 °C. Dans ce cas, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére
applicable. De plus, le développement de la brasure sans plomb nécessitera I'utilisation de
températures supérieures (voir la CEI 60068-2-58).

S’il est exigé par la spécification particuliére, un écran thermique tel que décrit en 4.6.3 de la
CEI 60068-2-20 doit étre prévu.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 12-1: Soldering tests —
Test 12a: Solderability, wetting, solder bath method

1 Scope and object

This part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for tlesting
connegctors within the scope of technical committee 48. They may also be used\for gimilar
devices when specified in a detail specification.

The opject of this test is to detail a standard test method to assess the solderability jof the
termirlations of a connector designed for use with printed boards oror other applications
using [similar soldering techniques.

2 Nprmative references

The following referenced documents are indispensabledorthe application of this docyment.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest gdition
of the|referenced document (including any amendments) applies.

IEC 6D512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Parlt 1-1:
Genetfal examination — Test 1a: Visual examination

IEC 6D068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-58, Environmental «testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methogls for
soldernability, resistance to disSolution of metallization and to soldering heat of sprface
mounting devices (SMD)

3 Preparations

A solder bath at.235 °C, as described in 4.6 of IEC 60068-2-20, shall be prepared| Non-
activated flux @s specified in Appendix C of IEC 60068-2-20 shall be provided.
Current<{practice may require a higher test temperature, for example, 245 °C, in which case
this s i ' i ificati d-free

solder will necessitate the use of higher temperature (see IEC 60068-2-58).

If required by the detail specification, a thermal screen, as described in 4.6.3 of
IEC 60068-2-20, shall be provided.
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3.1 Préparation de I’éprouvette

L’éprouvette doit étre constituée d’'un connecteur avec ses sorties. Sauf indication contraire
dans la spécification particuliére, un écran en matériau isolant thermique, tel que spécifié en
4.6.3 de la CEI 60068-2-20, doit étre utilisé. Sauf indication contraire dans la spécification
particuliere, les sorties ne doivent pas étre nettoyées ou dégraissées avant I'application de
I’essai de soudabilité.

NOTE Il est recommandé de veiller a ne pas toucher ni contaminer d'une autre fagon les sorties qui sont
soumises aux essais.

3.2 Conditionnement

Si le| vieillissement accéléré avant I'essai de soudabilité doit étre appliqué,\une des
procégdures de vieillissement indiquées en 4.5 de la CEI 60068-2-20 doit étre prescrite dans la
spécification particuliere.

La dufée de vieillissement de 16 h & 155 °C (méthode 3 conformément @ ta CEIl 60068(-2-20)
constitue I'exigence préférentielle.

4 Meéthode

4.1 Procédure

L’essai doit étre effectué conformément a I'essai Ta, en 4.6, méthode 1 de la CElI 60068-2-20
avec le bain d'alliage a 235 °C +5 °C.

Si un|écran thermique doit étre utilisé, les sorties doivent étre immergées de telle sorfe que
I’écrap thermique touche presque la surfacesdu bain d'alliage. Une durée d'immersion de 2 s +
0,5 s gonstitue I'exigence préférentielle.

Si augun écran thermique ne doit @tre utilisé, cela doit étre stipulé dans la spécification
particuliére, tout comme elle doit.stipuler la profondeur d'immersion a utiliser.

4.2 Mesures
4.2.1 Mesures initiales

Un exfamen visuel conformément a la CElI 60512-1-1 doit étre effectué. Il ne doit se prpduire
aucun défaut susceptible d’affecter le fonctionnement normal du connecteur.

4.2.2 Mesures finales

Un examen visuel conformément a la CEI 60512-1-1 doit étre effectué. La ou les suffaces
brasées doivent étre examinées avec un grossissement de 10x. Une surface doit étre
considérée comme brasable si 95 % de la zone brasable sont recouverts d’'une couche lisse,
brillante et uniforme de brasure adhérente. Les 5 % restants de la surface peuvent présenter
des piqdres, des vides, une surface granuleuse ou des zones de démouillage, a condition que
ces défauts ne soient pas concentrés dans une seule zone. Il s’ensuit que si plus de 5 % de
la ou des surfaces correspondantes présentent des défauts décrits ci-dessus, la surface n’est
pas considéerée comme brasable.

NOTE Les exigences n’entrent pas en contradiction avec la CEl 60068-2-20 mais sont complémentaires et
fournissent des éclaircissements.


https://iecnorm.com/api/?name=d9e5a15ac1ed5670819ac800a5f871c3

60512-12-1 O IEC:2006 -9-

3.1

Preparation of specimen

The specimen shall consist of a connector with its terminations. Unless otherwise specified in
the detail specification, a screen of thermally insulating material, as specified in 4.6.3 of
IEC 60068-2-20, shall be used. Unless otherwise specified in the detail specification, the
terminations shall not be cleaned or degreased prior to the application of the solderability test.

NOTE Care should be taken not to touch or otherwise contaminate the terminations to be tested.

3.2 Conditioning

If accelerated agning before fncfing cnldnrnhilify isto he applind, aone of the ngnin pro-
cedures detailed in 4.5 of IEC 60068-2-20 shall be prescribed in the detail specification:

An ageing time of 16 h at 155 °C (method 3 according to IEC 60068-2-20) is ‘the preferred
requirement.

4 Method

4.1 Procedure

The test shall be performed in accordance with Test Ta, 4.6, 0f IEC 60068-2-20, met

solder

bath, at 235 °C £ 5 °C.

Wher¢ a thermal screen is to be used, the terminatiensvshall be immersed in such a wa

the th
2s +(

If no s
of imn

4.2
4.2.1

Visua
which

4.2.2

Visua
shall
the sdg

ermal screen nearly touches the surface of\the solder bath. An immersion ti
,5 s is the preferred requirement.

creen is to be used, this shall be specified in the detail specification, as shall the
nersion to be used.

Measurements
Initial measurements

examination according to IEC 60512-1-1 shall be performed. There shall be no dg
would impair the-nermal functioning of the connector.

Final measurements

examination according to IEC 60512-1-1 shall be performed. The soldered surf
be examined at 10x magnification. A surface shall be considered solderable if 9
Iderable area is covered with a smooth, bright, uniform coating of adherent solde|

remai

hod 1,

y that
me of

depth

bfects,

ace(s)
b % of
r. The

hing 5 % of the surface may show pinholes. voids. grainy surface or de-wetting

reas,

provided such defects are not concentrated in one area. It follows that, if more than 5 % of the
relevant surface(s) shows defects as described above, the surface is not considered
solderable.

NOTE

These requirements are not in conflict with IEC 60068-2-20 but are additional and clarifying.


https://iecnorm.com/api/?name=d9e5a15ac1ed5670819ac800a5f871c3
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